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1. はじめに

　近年の電子機器の小型軽量化，高機能化ならびに環境調
和型にともなう高密度実装化にともなって種々の劣化現象
が見られるようになり，信頼性評価の手法として高温高湿
バイアス試験 (THB)や高温高湿保存試験 (THS)が多用され
ている。
　これらの試験は通常 500時間～1,000時間以上実施されて
いたが，試験時間の短縮との観点から高加速劣化試験装置
として PCT (Pressure Cooker Test)装置が採用され，その後
PCT装置の結露し易い点などを改良した不飽和型の HAST 
(Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test)1)装
置が開発され多方面で使用されている。
　HASTは元々半導体の配線の腐食劣化を評価するために
導入されたものだが，評価時間が短くて済むことから電子
部品・材料や配線板などの有機材料の試験などでも多く使
用されているが，その適用範囲や 100°C以下の環境との加
速性の検証など，幾つかの課題も残されている。
　ここでは加速劣化試験装置として高温高湿環境試験装置
の歴史的背景をたどり，PCT装置，HAST装置の構造と，
湿度の定義・算出方法を解説するとともに，HAST装置の
応用として Air-HAST，N2-HASTの紹介をする。

2. 高温高湿試験の歴史2)

2.1	 高温高湿試験規格の歴史

(1) 1960年代半ばごろから一般の受動電子部品の吸湿性
評価の基準である 40°C，90～95%RH（例えばMIL－
STD－202試験法 103，IEC Pub. 68-2-3）に対して，
60°C90%RH，70°C90%RH，80°C90%RHなどの加速
評価試験が実施されるようになった。

(2) 1968年 5月 1日付けでMIL-STD-883 “Test Methods 
and Procedure for Microeletronics”が制定された。

　 この中に耐湿性試験方法 1004（温湿度サイクル試験
65°C，90～98%RH）が定められている。

(3) 1969年GE社 半導体製造部門グループから“Annual 

Symposium on Reliability”で耐湿性試験に 85°C85%
が適用された例が発表された。

E. A. Herr and A. Fox: “Reliability of epoxy transistor,” 
Proc. Of 1969 Annual Symposium on Reliability, pp. 
202–210, 1969 が 85°C85%RH試験に関する最初の
論文である。

　この当時のパッケージ用樹脂のガラス化温度 Tgは
70～80°Cであり

(a)  部品の定格で使用可能最高温度がほとんどの場合
70°Cであったため，70°C以上では通常と異なる故
障モードの混入がありうる。

(b)  温度試験装置の長期信頼性に問題があり，60～80°C，
90～95%RHの場合，95%RH付近では，1～2°Cの温
度変化で結露が起こり，試験結果の再現性を失くす
一因となっていた。

などの問題点があった 3)。
　この状況下で高湿度でより高温度での試験実施における
再現性を高めるため，結露に対する約 4°Cの余裕がある
85°C85%RHの試験がアメリカで採用されたのではないかと
推察できる。

(4)  1960年代後半　日本国内でもソリッド抵抗器で 85°C 
85%RHの試験が試みられている。

(5) 1974年　アメリカが IECに 85°C85%RH試験として
提案した。

(6) 1981年　IEC-147-5Aで制定された。
(7) 1980年　日本電子機械工業会規格 EIAJ-IC-121『集

積回路の環境及び耐久性試験方法』において 40°C 
90%RH，60°C90%RH，85°C85%RHの試験が制定さ
れた。

　上記の中で 85°C85%RHは通常大気中の試験として実験
できる最も厳しい条件である。特に湿度の高い日本では早
く結論が出せ，信頼性の向上が促進されるということで，
この試験方法が定着した。
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